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Kohlenstoffnanorohren (CNTs) zeigen eine Reihe von hervorragenden Eigenschaften, welche diese Material-
klasse sehr vielversprechend fiir zukiinftige Mikro- und Nanoelektronik macht. Aufgrund ihrer auRergewohnlich
hohen effektiven Ladungstragermobilitat sowie thermischen und mechanischen Stabilitat eignen sich CNTs
hervorragend als Halbleitermaterial in elektronischen Bauelementen und integrierten Schaltkreisen. Dabei ist
eine der grofRten Herausforderungen das kontrollierte Aufbringen von CNTs auf eine Festkorperoberflache
(z.B. ein 200 mm Silizium Wafer). Dabei miissen diese mit einer vorgegeben Dichte und Orientierung aufge-
bracht werden, um elektronische Bauelemente wie Transistoren mit einer hohen Performance zu realisieren.
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1. Abscheidung von CNTs mittels Immersionsverfahren und Analyse der Proben durch Rasterkraftmikro-
skopie und Raman Spektroskopie Verfahren.

2. Untersuchung der mikroskopischen Struktur der CNT Schicht sowie die Dynamik des Abscheideprozes-
ses.

3. Abschatzung der CNT Dichte, Durchmesser, Ausrichtung und Anzahl der Defekten im Gitter.

Kohlenstoff Nanorohrchen, Chiralitat, Katauraplot, Rasterkraftmikroskopie, Raman Spektroskopie, polarisa-
tionsabhangige Raman-Spektroskopie von CNTs
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— ,Materials and Methods" Abschnitt zur Beschreibung des CNT-Abscheideverfahrens

Das folgende Arbeitsprogramm kann je nach Bedarf angepasst werden und dient zunachst als grobe Orien-
tierung.

1. Herstellung der Proben:
> Abscheidung von CNTs mittels Immersion (dip-coating) auf verschiedenen Proben

> Variierung der Immersionszeiten sowie qualitative Untersuchung des Einflusses der Oberflachenenergie des
Substrats

2. Analyse der Proben mittels Rasterkraftmikroskopie:

» Erfassung der mikroskopischen Struktur der abgeschiedenen CNTs sowie Verifizierung der Abscheidung mit-
tels AFM Messungen

» Bestimmung der CNT Dichte und moglicher Ausrichtung
3. Vertiefte Untersuchung mittels Raman-Spektroskopie:

» Aufnahme von Raman-Spektren und Identifizierung der charakteristischen Raman Moden von CNTs
Aufnahme von Intensitatsmaps und Vergleich mit AFM Messungen fiir verschiedene Immersionszeiten
Bestimmung der Anzahl der von Gitter-Defekten an einer ausgewahlten Probe
Grobe Abschatzung des CNT-Durchmessers
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Bestimmung der Ausrichtung der CNTs mittels polarisationsabhangiger Ramanspektroskopie an einer geeig-
neten Probe

In diesem Versuch werden Laser verwendet. Laserstrahlung stellt eine Gefahr fiir das Auge dar. Der dem Ver-
such vorausgehenden Belehrung ist daher unbedingt Folge zu leisten. Fehlbedienungen konnen erheblichen
Schaden verursachen.
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